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OCTOPODUS

Experimentelle Untersuchungen und Algorithmenentwicklung zur
automatisierten Erkennung und Analyse von oberflichennahen Schaden

tiber OCT

Die Oberflacheninspektion ist ein maligeblicher Be-
standteil der Qualitats- und Prozesskontrolle in der
Optikfertigung. Hierfliir kommen oft bildgebende
Systeme zum Einsatz, um Defekte zu lokalisieren und
zu beurteilen. Um Defekte unterhalb der Oberflache
zu charakterisieren, werden in der Industrie jedoch
oft destruktive Verfahren eingesetzt. Als vielverspre-
chende zerstérungsfreie Methode mit Potential zur
industriellen Anwendung hat sich die optische Ko-
hdrenztomographie (optical coherence tomography,
OCT) herausgestellt.

Im Projekt soll ein OCT-Modul entwickelt werden,
welches erstmalig fir den Einsatz in der Optikindust-
rie geeignet ist. Dieses soll eine schnelle und zersto6-
rungsfreie 3D-Vermessung von Optiken ermoglicht.
Es sollen hierbei

(1) Oberflachendefekte (z.B. Kratzer, Partikel) und
(2) Subsurface Damage
bis etwa 100 um tief detektiert und klassifiziert wer-
den.

Die Integration des Moduls bzw. des Priifgerates in
die Prozesskette bei der Optikfertigung, soll eine Ver-
besserung des Prozesses durch Vermessung von re-
produzierbar anfahrbaren Stellen und Vergleich der
Ergebnisse nach verschiedenen Prozessschritten er-
moglichen. Somit wird nicht nur eine Qualitatskont-
rolle erreicht, sondern auch eine Datenbasis geschaf-
fen, um Prozesse zu optimieren, sowie Ausschuss zu
reduzieren.

Das zu entwickelnde OCT-System soll auf die spezi-
elle Anwendung angepasst sein, d.h. die erforderli-
chen Parameter zur Defektdetektion in Optiken auf-
weisen. Hierfir ist sowohl ein groRer Messbereich in
x- und y-Richtung notwendig, als auch ein kleinerer,
hochauflésender Messbereich in z-Richtung wiin-
schenswert.

Zudem sind Bestrahlungsstarke und Messgeschwin-
digkeit unkritischer als bei in-vivo Messungen in
medizinischen Anwendungen. Die Verwendung der
time-domain full-field-OCT-Methode (FF-OCT) ist
deshalb optimal fir die Anwendung geeignet.

A

AVA
AVAVA Ernst-Abbe-Hochschule Jena
University of Applied Sciences

B e e
-t = = 2 =

. -

% T
e

v

Visualisierung einer FF-OCT Aufnahme von SSD in Fused Silica
(Seitenansicht)
(Foto: Leon Kaufhold)

Beziiglich der Bildanalyse werden im Projekt neue
Algorithmen fiur den Anwendungsfall entwickelt. Es
soll eine mehrstufige Prozesskette fiir die Analyse
von FF-OCT-Daten hinsichtlich SSD entstehen.
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